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приведена амплитуда фотоионного сигнала от положения фокуса линзы при сканировании в направле-
ниях х и у. Как видно из рис. 4, б, ширина атомного пучка на полувысоте составляет 6,4 мм (высота от 
последней диафрагмы источника атомного пучка равна 85 мм). Достоверность результатов проверена 
напылением испаряемого вещества на стеклянную подложку, установленную в область взаимодействия 
лазерного луча с атомным пучком. Напыленная подложка была исследована с использованием атомно-
силового микроскопа CoreAFM (Nanosurf, Швейцария) (рис. 5, а). 

Как видно из рис. 5, б, ширина интенсивности на полувысоте равняется 5,5 мм, что хорошо согла-
суется с данными, полученными методом ССФА (см. рис. 4, б ). Из рис. 4, б, и рис. 5, б, следует, что 
пучок имеет колоколообразный вид, похожий на гауссову форму, т. е. обеспечены нормальные условия 
для определения концентрации атомов. С другой стороны, концентрацию атомов можно рассчитать 
с помощью формулы, приведенной в работе [13], учитывая гауссову форму атомного пучка. В нашем 
случае диаметр канала источника равнялся 3 мм, диаметр последней диафрагмы – 4 мм. Пучок имел 
трапецеидальную форму. Его ширина на полувысоте составляла 7,3 мм, что хорошо согласуется с экс-
периментальными данными.

Реализация механизма контроля концентрации атомов и ионов в пространстве пучка и управ-
ления ею. Для создания оптимальных условий для определения концентрации атомов и ионов методом 
ССФА сначала были изучены спектроскопические параметры (квантовые дефекты и тонкие структу-
ры) высоковозбужденных ридберговских состояний атома индия [14], используемые для возбуждения 
и ионизации атомов, так как они играют важную роль в эффективности всего процесса фотоионизации. 

Рис. 4. Схема двухступенчатой фотоионизации атомов индия (а)  
и амплитуда фотоионного сигнала в направлениях х и у (б )

Fig. 4. Scheme of two-stage photoionisation of indium atoms (a)  
and amplitude of the photoion signal in the x and y directions (b)

Рис. 5. Фотография подложки, напыленной атомным пучком индия (а),  
и полученная микроденситограмма (б )

Fig. 5. Photograph of a substrate sputtered with an indium atomic beam (а)  
and the resulting microdensitogram (b)


